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摘要(译)

本发明的实施方案利用先进的检测方法作为诊断婴儿中严重联合免疫缺
陷（SCID）的成本有效，有效，超灵敏的快速方法。在某些方面，同时
检测和测量SCID的多个标志物以提供SCID的更有效，灵敏和准确的诊
断。
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